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Cilj predmeta je sticanje temeljnih znanja o modernim eksperimentalnim tehnikama koje
se koriste u karakterizaciji naprednih materijala kroz aktivno koriStenje analitickih
instrumenata.
Ishodi ucenja:
- razumije teorijske osnove tehnika skenirajuce elektronske mikroskopije (SEM) i
mikroskopije atomskim silama (AFM).
- primjenjuje teorijska znanja u eksperimentalnom radu.

Cilj i ishodi u¢enja

SADRZA) PREDMETA

Povrsinske analize. Osnove skenirajuce elektronske mikroskopije (SEM). Karakteristike mikroskopa JEOL-JSM IT
200L. Primjeri iz prakse.

Osnove mikrokopije atomskim silama (AFM). Karakteristike Nanosurf CoreAFM-a. Primjeri iz prakse.

U slucaju potrebe, kao komplementarna tehnika, studentima ce biti dostupan i UV-vis spektrofotometar.
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Napomene

Student u skladu sa interesom i dostupnim materijalima za analizu, predlaze temu istrazivanja, koju predmetni
nastavnik potvrduje. IstraZzivanje podrazumjeva obavezno eksperimentalni rad u podrucju povrsinskih metoda
karakterizacije. Rezultati istraZivanja se piSu u formi naucnog rada i izlazu usmeno.




